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VIS-723S

Spektrofotometr UV/VIS

FEATURES:

*

4

Skanowanie dtugosci fali pojedynczej wigzki w catym zakresie
dtugosci fali 320 ~ 1100nm.

Pie¢ opcji wyboru szerokosci pasma spektralnego: 5nm, 4nm, 2nm,
Tnm i 0,5nm, wykonanych zgodnie z potrzebami klienta i
spetniajacych wymagania farmakopei.

Standardowy reczny uchwyt na 4 ogniwa miesci ogniwa od 5-50
mm i mozna go zmieni¢ na uchwyt na ogniwa o diugiej Sciezce 100
mm.

Opcjonalne akcesoria, takie jak automatyczny prébnik z pompg
perystaltyczna, uchwyt na probke o statej temperaturze wody,
uchwyt na prébke z regulacjg temperatury Peltiera, uchwyt na
probke z pojedynczg szczeling, uchwyt na prébke folii.
Zoptymalizowana konstrukcja optyki i elektroniki, Zrodto Swiatta i
detektor Swiatowej stawy producenta zapewniajg wysokg
wydajnos¢ i niezawodno$c.

Bogate metody pomiaru: skanowanie dtugosci fali, skanowanie
czasu,

wyznaczanie wielu dtugoscifali,wyznaczanie pochodnych
wielu rzedow, metoda podwajnej ditugosci fali i metoda potréjnej
dtugosci fali itp. spetniajg rozne wymagania pomiarowe.

Dane wyj$ciowe mozna uzyskac za posrednictwem portu drukarki.
Parametry i dane moga byc¢ zapisywane w przypadku awarii
zasilania dla wygody uzytkownika.

Pomiar kontrolowany przez komputer PC mozna uzyska¢ przez port

USB, co zapewnia wigkszg doktadnos$¢ i elastycznosc.

SPECIFICATIONS:
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Zakres dtugosci fali:
Szeroko$¢ pasma
spektralnego: Doktadno$c¢
dtugodci fali:
Powtarzalno$¢ dtugosci fali:
Monochromator:
Doktadnos¢ fotometryczna:
Odtwarzalno$¢
fotometryczna: Zakres
fotometryczny: Tryb pracy:
Swiatto

rozproszone:

Ptaskos¢ linii

bazowej:

Stabilno$¢:

Zrodio

Swiatta:

Detektor:

Wyswietlacz:

Zasilanie:

Wymiary:

Waga:

320-1100nm

2nm (5 nm, 4 nm, 1 nm, 0,5 nm opcjonalnie)
+0.5nm

<0,2nm

Pojedyncza wigzka, ptaska krata 1200 I/mm
+0,3%T (0-100%T)

<0.2%T

-0.301~2A

T,ACE

<0,1%T(Nal 220nm, NaNO, 360nm)

+0.003A

<0,002A/h (przy 500nm, po rozgrzaniu) Lampa
halogenowa wolframowa

Fotodioda krzemowa

7-calowy kolorowy ekran

dotykowy AC: 90-250V, 50 V/60

Hz

470mmx325mmx220mm

8kg
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Spektrofotometr UV/VIS

FUNKCJE:
»  Spektrofotometr UV/VIS klasy badawczej z podwdjng wigzka i podwdjnym monochromatorem.

W petni sterowany komputerowo pomiar z zaawansowanymi funkcjami oprogramowania i tatwa
obstuga.

* Bardzo niski poziom swiatta rozproszonego, bezposrednie oznaczanie prébek o
wysokim stezeniu, bez potrzeby rozcienczania.

»  Szesciostopniowa zmienna szeroko$¢ pasma spektralnego: 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1,0 nm, 2,0 nm,

« Skanowanie widma moze by¢ wykonane w dowolnym zakresie dtugosci fal
190-1100nm, z minimalnym interwatem prébkowania 0,02nm.

» Bogate funkcje przetwarzania danych, takie jak konwersja widma, superpozycja,
wyprowadzanie, wybieranie szczytow, wygtadzanie krzywych itp.

* Okreslanie wielu diugosci fali w trybie fotometrycznym. Zdefiniowana przez
uzytkownika arytmetyka danych pomiarowych moze by¢ wykonywana i
przechowywana.

* Rdzne metody wyznaczania krzywej kalibracyjnej w trybie pomiaru ilosciowego, takie
jak metoda pojedynczej dtugosci fali, metoda podwdjnej dtugosci fali, metoda
potréjnej dtugosci fali, metody zdefiniowane przez uzytkownika itp. Metoda
zdefiniowana przez uzytkownika moze zosta¢ zapisana do podzniejszego
wykorzystania.

» Elastyczne ustawianie parametrow w trybie pomiaru kinetyki w celu wykonania
skanowania czasowego przy statej dtugosci fali, z tymi samymi funkcjami
przetwarzania danych co skanowanie widma.

*  Wbudowany modut DNA/Biatko do bezposredniego pomiaru stezenia DNA/Biatka.

» Szeroka komora na probke, aby pomiesci¢ komérki o wielkosci od Smm do 100 mm.
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SPECYFIKACJE:

»  Zakres dtugosci fal: 190 1100nm

*  Widmowa szerokos$¢ 0,1 nm, 0,2 nm, 0,5 nm, 1 nm, 2 nm, zmienna Snm
pasma: T ACE

* Tryb pracy: +0,3 nm

*  Doktadnos$c¢ diugosci fali: 0.1 nm

» Powtarzalnos¢ dtugosci fali: +0,3%T (0-100%T)

* Dokfadnos¢ fotometryczna: 01%T

. Powtarzalnoéc’:. +0,0008Abs
fotometryczna:
-5Abs - 5Abs

s0,001%T(220nm Nal, 360nm NaNO2)
0,0002Abs/h (przy 500nm, po rozgrzaniu)

*  Plaskos¢ linii bazowej:
»  Zakres fotometryczny:
» Stray Light:

« Stabilno$c¢:

*  Detektor:

e Zrodho swiatta:

wysokowydajna PMT i fotodioda krzemowa
znanej marki Lampa wolframowa i deuterowa
AC 220V/50Hz, 400W

73x53x23 cm

*  Moc:
*  Wymiary: 40kg
+  Waga:
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UV/VIS

UV-2601

Dwuwigzkowy spektrofotometr UV/VIS

Spektrofotometr UV-2601 z podwdjng wigzka UV/VIS z powodzeniem zapewnia wysokg doktadnosc¢ i niezawodnosc
pomiaréw, spetniajac rézne wymagania aplikacji. Moze by¢ szeroko stosowany do analizy jakosciowej i ilosciowej w
takich dziedzinach, jak badania biochemiczne i przemyst, analiza i produkcja farmaceutyczna, edukacja, ochrona

srodowiska, przemyst spozywczy, badania kliniczne, warunki sanitarne i przeciwepidemiczne itp.

FUNKCJE:

# Szeroki zakres diugosci fal, spetniajacy wymagania réznych dziedzin.

# Piec¢ opcji wyboru szerokosci pasma spektralnego, Snm, 4nm, 2nm, 1nm i 0,5nm, wykonane zgodnie z potrzebami
klienta i spetniajgce wymagania farmakopei.

# W petni zautomatyzowana konstrukcja, umozliwiajaca fatwy pomiar.

# Zoptymalizowana optyka i konstrukcja uktadéw scalonych na duzg skale, zrodto $wiatta i odbiornik od $wiatowej stawy
producenta skladajq sie na wysokg wydajnos¢ i niezawodnoseé.

@ Bogate metody pomiarowe, skanowanie diugosci fali, skanowanie czasu, okreslanie wielu dtugosci fali, okreslanie
pochodnej wielu rzedéw, metoda podwajnej dtugosci fali i metoda potrojnej dtugosci fali itp. spetniajg rézne
wymagania pomiarowe.

4 Automatyczny uchwyt na 8 ogniw o $rednicy 10 mm, z mozliwoscig zmiany na automatyczny 4-pozycyjny

uchwyt na ogniwa o $rednicy 5 mm-50 mm. ® Dane wyjsciowe mozna uzyska¢ za posrednictwem portu

drukarki.

@ Parametry i dane mogg by¢ zapisywane w przypadku awarii zasilania dla wygody uzytkownika.

© Pomiar sterowany przez komputer PC moze by¢ realizowany za posrednictwem interfejsu RS-232 (port
USB) w celu zapewnienia wiekszej doktadnosci i elastycznosci.
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SPECYFIKACJE:

'0 Zakres dtugosci fali:

+ Szeroko$¢ pasma widmowego:

+ Doktadnos$¢ dtugosci fali:
+ Powtarzalnos¢ dtugosci fali:
d' System fotometryczny:

+ Doktadnos$¢ fotometryczna:

¢ Powtarzalno$c¢
fotometryczna: ¢ Tryb pracy:
& Zakres
fotometryczny: ¢
Swiatto rozproszone:
¢ Ptaskos¢ linii
bazowej: ®
Stabilno$¢:

¢ Hatas:

L 2

Wyswietlacz

i 4

Detektor: ®
Zasilanie:

¢ Wymiary:

190-1100nm
2 nm (Snm, 4 nm, 1 nm, 0,5 nm opcjonalnie)
+0,3 nm

0,15

nm
Podwadjna wigzka, automatyczne skanowanie, podwojne detektory
+0,3T (0-100% T) T0,002A (0-0,5A)
+0,004A (0,5A-1A)

0,15%T
T,ACE
-0.3-3.5A
TO.05%T(Nat, 220nm, NaNOz 360nm)
+0.002A

0,001 A/h (przy 500 nm, po rozgrzaniu)
+0,001 A (przy 500 nm, po rozgrzaniu)
6-calowy, jasnoniebieski wyswietlacz
LCD
Krzemowa fotodioda
AC 220V/50Hz, 110V/60Hz, 180W
630x470x21 mm




¢ Waga: 26
kg
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UV/VIS

UV-1601

Spektrofotometr UV/VIS

Cztery opcje wyboru szerokosci pasma

spektralnego, Snm, 4nm, 2nm i 1nm, wykonane zgodnie
z potrzebami klienta i spetniajace wymagania

farmakopei.

FUNKCJE:

+ Szeroki zakres dtugosci fal, spetniajacy wymagania
rozne dziedziny.

¢ System monitorowania wspétczynnika podziatu
wigzki zapewnia doktadne pomiary i zwigksza
stabilno$¢ linii bazowe;j.

# Piec¢ opcji wyboru szerokosci pasma spektralnego,
Snm, 4nm, 2nm, 1nm i 0,5nm, wykonane zgodnie
z potrzebami klienta i spetniajace wymagania
farmakopei.

¢ W petni zautomatyzowana konstrukcja, umozliwiajaca
tatwe pomiary. Zoptymalizowana optyka i
konstrukcja uktaddw scalonych na duzg skale,
zrodio Swiatta i odbiornik od Swiatowej stawy
producenta, wszystko to sktada sie na wysokg
wydajnos¢ i niezawodnose.

¢ Bogate metody pomiarowe, skanowanie dtugosci fali,
skanowanie czasowe, okre$lanie wielu dtugosci fali,
okreslanie pochodnych wielu rzedéw, metoda
podwdjnej dtugosci fali i metoda potréjnej dtugosci
fali itp.
wymagania dotyczace pomiardw.

¢ Automatyczny uchwyt na 8 ogniw 10 mm, z
mozliwoscig zmiany na automatyczny 4-pozycyjny
uchwyt na ogniwa 5 mm-50 mm dla wiekszego
wyboru.

Dane wyjsciowe mozna uzyskac za posrednictwem
portu drukarki.

¢ Parametry i dane moga by¢ zapisywane w przypadku
awarii zasilania dla wygody uzytkownika.

SPECYFIKACJE:

190-1100nm

4" Szerokos$¢ pasma spektralnego:2nm (Snm, 4nm, 1nm, 0,5nm opcjonalnie)
+ Doktadnos$¢ dtugosci fali: +0,3nm

+ Powtarzalno$¢ dtugosci fali: 0,15 nm

4" Zakres dtugosci fali:

J  System fotometryczny: Monitorowanie wspétczynnika podziatu wigzki;
Automatyczne

skanowanie; Podwdjne detektory® Doktadnosé

fotometryczna: +0,3%T (0-100%T)
+0,002A(0 0,5A)
+0,004A(0,5A 1A)

¢ Odtwarzalnos¢ fotometryczna

0,2%Te Tryb pracy: A, C, Ee

Zakres fotometryczny: -0,3-3A

0,05% T (Nal, 220

nm, NaNO2 360 nm)

linii bazowej: +0.002A

0.001A/30min (przy

500nm, po rozgrzaniu)

+ Swiatlo rozproszone:

¢ Plaskosc
¢ Stabilnosé¢:

olowany przez komputer PC moze byé
osiggniety poprzez
Interfejs RS-232 (port USB)
zapewniajacy wiekszg doktadnosc i
elastycznosc.

TS O X" ® T30 Ue



¢ Hatas:

¢ Wyswietlacz: ¢ Detektor: ¢ Zasilanie:
¢ Wymiary: ® Waga:

+0,001A
(przy
500nm,

po
rozgrze
wce)
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AC: 220V/50Hz, 110V/60Hz, 180W
630-470-21 Omm

26kg
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UVvV-1801P/UV-1801S

Spektrofotometr UV/VIS

FEATURES:

*

L 2

Spektrofotometr jednowigzkowy typu Scan z szerokim
zakresem dtugosci fal, spetniajacy wymagania réznych
dziedzin. Pie¢ opcji wyboru szerokosci pasma spektralnego:
5nm, 4nm, 2nm, 1nm i 0,5nm, wykonane zgodnie z
potrzebami klienta i spetniajace wymagania farmakopei.
Standardowy reczny uchwyt na 4 ogniwa miesci ogniwa

od 5-50 mm i mozna go zmieni¢ na uchwyt na ogniwa o
diugiej Sciezce 100 mm.

Opcjonalne akcesoria, takie jak automatyczny probnik z

pompa perystaltyczna, uchwyt na prébke o statej temperaturze

wody, uchwyt na prébke z regulacjg temperatury Peltiera,
uchwyt na prébke z pojedynczg szczeling, uchwyt na probke
folii.

Zoptymalizowana konstrukcja optyki i elektroniki, zrédto
Swiatta i detektor Swiatowej stawy producenta zapewniajg
wysokg wydajnos¢ i niezawodnose.

Bogate metody pomiarowe: skanowanie dtugosci fali,
skanowanie czasu, okreslanie wielu diugosci fali, okreslanie
pochodnej wielu rzedéw, metoda podwojnej dtugosci fali i
metoda potréjnej dlugosci fali itp. spetniajg rozne wymagania
pomiarowe.

Dane wyjsciowe mozna uzyskac za posrednictwem portu
drukarki.

Parametry i dane moga by¢ zapisywane w przypadku awarii
zasilania dla wygody uzytkownika.

Pomiar kontrolowany przez komputer PC mozna uzyskaé
przez port USB, co zapewnia wiekszg doktadnosé i
elastycznosc.

SPECIFICATIONS:
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Zakres dtugosci fali:
Szerokos$¢ pasma
spektralnego: Doktadno$¢
dtugosci fali:

Powtarzalno$¢ diugosci fali:
Monochromator:
Dokfadnos¢ fotometryczna:
Odtwarzalnos¢
fotometryczna: Tryb pracy:
Swiatlo

rozproszone:

Ptaskos¢ linii

bazowej:

Stabilnos$¢:

Hatas:

Detektor:

Wyswietlacz:

Zasilanie:

Wymiary:

Waga:

190-1100nm

2nm (5nm, 4 nm, T nm, 0,5 nm opcjonalnie)
+0,3 nm (dla UV-1081P), 0,5 nm (dla UV-1081S)
<0,2 nm

Pojedyncza wigzka, ptaska krata 1200 I/mm
+0,3%T (0-100%T)

<0.2%T

T,A(-0.301-3A),C, E

<0,1%T(Nal, 220nm; NaNO, , 340nm)
+0.003A

<0,002 A/h (przy 500 nm, po rozgrzaniu)
<0,2%T/3min (linia 0%)

fotodioda krzemowa

7-calowy kolorowy ekran

dotykowy AC: 90-250V, 50 V/60

Hz

470mmx325mmx220mm

9kg



